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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa szczego-
lowe wymagania dotyczace krzemowych diod prosto-
wniczych o Sredniej warto$ci pradu przewodzenia 5 A,
wykonanych technologia dyfuzyjna typu BYP 680-50,
BYP 680-100, BYP 680-300, BYP 680-500, BYP 680-600
z katoda podlaczong do obudowy oraz typu BYP
680-50R, BYP 680-100R, BYP 680-300R, BYP 680-500R,
BYP 680-600R z anoda podiaczona do obudowy. Diody

wykonane w obudowie metalowej przeznaczone sg do’

pracy w sprzecie powszechnego uzytku oraz w urzadze-
niach, w ktérych wymaga si¢ zastosowania elementéw
o wysokiej i bardzo wysokiej jakosci.
Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla diod:
— standardowych — 40/85/04,
— wysokie] jakosci — 40/100/21,
— bardzo wysokiej jako$ci — 40/100/56.
2. Przykiad oznaczenia diod
a) standardowych:
DIODA BYP 680-50 BN-81/3375-33.01 40/85/04
DIODA BYP 680-50R BN-81/3375-33.01 40/85/04

¢D

b) wysokiej jakosci:
DIODA BYB 680-50/3 BN-81/3375-33.01 40/100/21
DIODA BYP 650-50R/3 BN-81/3375-33-01 40/100/21
¢) bardzo wysokiej jakosci: ‘
DIODA BYP 680-50/4 BN-81/3375-33.01 40/100/56
DIODA BYP 680-50R/4 BN-81/3375-33.01 40/100/56

3. Cechowanie diod powinno zawiera¢ nast¢pujace
dane

a) oznaczenie typu,

b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej i bar-
dzo wysokiej jakoSci.

Diody wysokiej jako$ci powinny by¢ znakowane cy-
fra 3. a diody bardzo wysokiej jakosci cyfrg 4 umiesz-
CzOng po oznaczeniu typu.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen diod — wg
rysunku i tabl. 1. Element kompletny A3 — wg PN-71/

T-01503.03. Oznaczenie obudowy stosowane przez pro-
ducenta — CE 11,
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Tablica 1. Wymiary obudowy CE 11

Symbol Wymiary, mm r Symbol Wymiary, mm
wymiaru : wymiaru .
min nom max mfin nom max
A — —_ 10,3 J — — 20,3
@D —_ — 12.8 N 10,7 - 11,5
@D, — — 10,8 N, — —_ 2.1
@D, — — 6.4 T 1,5 — —
E —_ 11 — w — M35 —_
F 2.0 — 44

S. Badania grupy A, B, Ci D — wg BN-79/3375-33.00
p. 5.1

6. Wymagania szczegbélowe do badan grupy A, B, C
i D

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiaréw
D, J, N, W,

b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podstawo-
wych parametrow elektrycznych wg tabl. 2,

¢) badanie podgrupy A4 — sprawdzenie parametrow

h) badania podgrupy B6 i C6 — sprawdzenie od-
porno$ci na narazenia elektryczne: metoda badania 1|
wg PN-78/T-01515 tabl. 5 tum = 85 °C, Ur = Urww,

1) badania podgrupy C2:

— sprawdzenie parametréw elektrycznych — wg
tabl. 2,

— sprawdzenie odpornosci na suche gorgco — tamn =
= 85 °C dla poziomu I, tums max = 100 °C dla poziomu
I 1 1V, F

elektrycznych w t4my = 100 °C (poziom III i IV) wg — sprawdzenie odpornoéci na zimno — femb min =
tabl. 3, = -40 °C,
Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 i C2 (poziom I, III, 1IV)
Oznacze- | Metoda WartoSci graniczne
Lo "'fm::ze p"j:”“ Warunki | Jedno- | BYP 680-50 | BYP 680-100 |BYP 680-300 [BYP 680-500 | BYP 680-600
para- PN-75/ pomiaru stka BYP 680-50R | BYP 680-100R | BYP 680-300R | BYP 680-500R | BYP 680-600R
metrow T-01504 max max max max max
1 2 3 4 5 6 & 8 9 10
[ 1] Usv [ark. 60 | I=5A | V 3 | 13 13 1.3 1,3
2 Iz ark. 56 Ur= URWM }J.A 50 50 50 50 50
Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom III i IV)
Oznacze- | Metoda Wartosct graniczne
Lp “i:’o‘:f' p"'::r” Warunki [ Jedno- | BYP 680-50 | BYP 680-100 | BYP 680-300 | BYP 680-500 [BYP 680-600
- PN-75/ pomiaru stka BYP 680-50R { BYP 680-100R | BYP 680-300R | BYP 680-500R | BYP 680-600R
metrow T-01504 max max max max max
| 7. 3 4 5 6 v 8 9 10
FT-'— Ir ark. 56 | Ur=Ugrwsm | mA 1.5 1,5 1.5 . 1.3 1,5
tam»=100°C

d) badania podgrupy Bl 1 CI:

— sprawdzenic wytrzymatosci mechanicznej wypro-
wadzen: proba Ud, ostros¢ Il

— sprawdzenie szczelnosci: proba Qk, poziom nie-
szczelnosci 1,5 - 107 Pa-dm?/s, .

e) badanie podgrupy B3 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na spadki swobodne — potozenie diody w czasie
spadania: wyprowadzenia prostopadle do kierunku spa-
dania,

f) badania podgrupy B4, C4 — sprawdzenie wytrzy-

malos$ci na udary wielokrotne: mocowanie sztywno za -

obudowe, -

g) badania podgrupy B5 1 C5 — sprawdzenie wytrzy-
matosci' na nagle zmiany temperatury — T4 = -40 °C;
Tz = +100 °C,

j) badania podgrupy C3 — masa wyrobu 6,2 g,

k) badania podgrupy C4:

— sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenie sta-
te: kierunek probierczy réwnolegly do wyprowadzen,
mocowanie sztywno za obudowg,

— sprawdzenie wytrzymatosci na udary pojedyncze
1 wielokrotne: mocowanie za obudowg,

— sprawdzenie wytrzymalto$ci na wibracje o stalej
I zmiennej cz¢stotliwoSci: mocowanie sztywno za obu-
dowe,

— wadliwo$é dopuszczalna AQL 2.5;

I) badanie podgrupy C7 — sprawdzenie wytrzyma-
toSci na zimno: ftgug min = —40 °C,
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m) badanie podgrupy C8 — sprawdzenie wytrzyma-
mosci na suche goraco — ftug max = 100 °C,

n) badanie podgrupy C10 — sprawdzenie wymiaréw
wg rysunku i tabl. 1,

o) badanie podgrupy DI (poziom III i IV) — spraw-
dzenie odporno$ci na niskie ci$nienie atmosferyczne:
temperatura narazania 25 °C,

p) badanie podgrupy D4 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na plesn — po badaniu brak porostu plesni,

r) badanie podgrupy D5 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na mgl¢ solna: potozenie*diody dowolne,

s) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C 1 D wg tabl. 4. |

7. Pozostate postanowienia — wg BN-79/3375-33.00.

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, III i 1V)

Mebodks Wartosci graniczne
Oznaczenie pomiaru : ‘. ” Jedno- BYP 680
Lp. M- wg PN-75/ Warunki pomiaru Podgrupa badan aika BYP 680R
T-01504 ;
min max
! 2 3 # 4 5 6 7 8
- I = 5 A BI, CI, B4, BS, C5, | B .
I Bz ark. 60 tugs = 25 °C B6, C6, C7 X
Irm =35 A 1 - |
tamb = -40 OC C2) V 2
st | o - mA - 1.5
Ur = Urwnm 2 _—
UR = URWM Bl, B4, BS,Bﬁ, CI,C4, A : _ 100
tes = 25 °C - | C5,C6,C7,C3,DLD5 | P
'Y W czasie badania odporno$ci na zmno. )
2) W czasie badania odpornoéci na suche goraco.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Naukowo-Produkcyj-
ne Centrum Poélprzewodnikow, Warszawa. '
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/3375-15.09
a) zmieniono postanowienia normy na zgodnos¢ z BN-79/
3375-33.00,
b) wprowadzono nowa rozszerzong klasyfikacj¢ jako$cio-
wa dzielagca diody na trzy poziomy jakosciowe,
c) rozszerzono przedmiot normy o diody typu BYP 680.
3. Normy zwiazane
PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Proby $rodowis-
kowe. Postanowienia ogdélne
PN-71/T-01503.03 Elementy p6tprzewodnikowe. Zarysy i wy-
miary. Element kompletny A3
PN-75/T-01504.56 Diody. Pomiar pradu wstecznego Ik
PN-75/T-01504.60 Diody. Pomiar napig¢cia przewodzenia po
przetaczeniu impulsowym Up lub Ugs i czasu ustalania
si¢ napigcia przewodzenia 15

PN-78/T-01515 Elementy potprzewodnikowe. Ogblne wyma-
gania 1 badania '

BN-79/3375-33.00 Elementy pétprzewodnikowe. Diody pros-
townicze o pradzie do 10 A. Ogélne wymagania i badania
4. Symbol KTM wyrobu

BYP 680-50 — 1156112201007

BYP 680-50R — 1156112202008

BYP 680-100 — 1156112201010

BYP 680-100R — 1156112202010

BYP 680-300 — 1156112201022

BYP 680-300R — 1156112202023

BYP 680-500 — 1156112201035

BYP 680-500R — 1156112202036

BYP 680-600 — 1156112201048

BYP 680-600R — 1156112202049
5. Wartoéci dopuszczalne — wg tabl. I-1 i rys. I-1 = I-2,
6. Dane charakterystyczne — wg tabl. [-2.



4 .lnformacje dodatkowe do BN-81/3375-33.01
Tablica 1-1
) —— N oarametrn Tty Wartosci dopuszczalne |
P-1 parametru s stka | BYP 680-50 | BYP680-100 | BYP680-300 |[BYP680-500 | BYP 680-600
BY P 680-50R BYP 680-100R | BYP680-300R | BYP680-500R | BYP 680-600R
| 2 3 4 5 6 7 8 9
— e v e m— e e i e - |
[ 1 Usww MRS WHRTA | 50 100 300 500 600
napigcie pracy
Niepowtarzalne
2 U gsat SZCZYtOWE napigcie \% 80 160 500 800 1000
wsteczne
Sredni prad wy- 4 ; b
3 - max . * — . =
1o BrOSCOWANY A - lo - k (Iy - k zgodnie z wykresami na rys. I-1 i I-2)
l‘\hf:powtarzaln)q 60 przy ¢; < 150 °C przed przecigzeniem
4 P szczyto(\;vy prac A
' przewodzenia o cza- " " F o
ety dots Q7 o 100 przy t; < 125 °C przed przecigzeniem
5 1 Temperatura ztgcza i 150
6 | fu ESISRTES e | ap od -55 do +100
chowywania _
Rezystancja ter-
7 Rty j e miczna ziacze- °C/W 5
-obudowa
v
10 7
b9 )T/
vy
i ’ :j 7 g_
Io . »
A 0.6 4 &
' Obrigienie R <
5 ' 0.5 :
gbcigipnie : g
4 | C=B000uF 8.6 ' =
Q.
3 | \<\‘. 0.3 ] :::
| iy
2} i T~ e :
{ ! 0,4 é 2_? 1'8' ==
| ' SHERE g
| | v : -
-40 ~30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 &0 70 80 °C 100 tome 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Cm [
BN-81/3375-35.04-1-1 BN-81/3375-33.04-1-2
Rys. I-1. Wykres zaleznosdei Sredniego pradu wyprostowanego /1, od Rys. 1-2. Krzywa wspotczynnika korekty prgdu wyprostowanego w
lemperatury otoczenia s zaleznosci od powierzchni radiatora
Tablica 1-2
Typ
L Oznaczenic T W, ki ;: ~ Jedno- BYP 680
p. O Azwa parametru arunki pomiaru s BYP 680R
min typ max
I 2 3 4 5 6 7 8
——— — ‘h ——— e
Szczytowe napigcie prze- Iey = 5 A v . 0.94 3 ¥
I Utn wodzenia tamn = 25 °C | '
Ur = Urwu *
— 10 50
Lumb = 25 OC “A \
Ur = Urwm
, e — 0,5 1.8
2 Ir Prad wsteczny fo = 85 OC mA
Ur = Urwnm 0.5 15
tamh = 100 OC mA ' ’




